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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 7759 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 79, Métaux légers et leurs alliages, sous-comité 
SC 2, Couches organiques et couches d'oxydation anodique sur l'aluminium. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 7759:1983), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 
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Introduction 

L'aspect visuel des revêtements métalliques de finition constitue un élément important sur le plan commercial 
dans l'industrie automobile, l'architecture ou les autres industries où ces métaux subissent un traitement 
spécial pour leur conférer l'aspect désiré. Il est également important que les produits finis utilisant ces métaux 
aient le même aspect lorsque les pièces sont placées côte à côte. La réflectivité spéculaire est l'une des 
propriétés mesurées, mais d'autres mesurages sont généralement nécessaires pour définir convenablement 
l'aspect de la surface d'un métal. La méthode décrite dans la présente Norme internationale répertorie 
plusieurs éléments importants de l'aspect des surfaces et permet de les mesurer. Les surfaces auxquelles 
sont attribuées des séries de nombres identiques sont considérées comme ayant les mêmes caractéristiques 
de réflectivité et le même aspect (voir les Références [1], [2] et [3]). 
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Anodisation de l'aluminium et de ses alliages — Mesurage des 
caractéristiques de réflectivité des surfaces d'aluminium à 
l'aide d'un goniophotomètre normal ou simplifié 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie une méthode de mesurage des caractéristiques de réflectivité des 
surfaces en aluminium anodisé à haute brillance. 

La méthode décrite est également applicable au mesurage des caractéristiques de la réflectivité d'autres 
surfaces métalliques à haute brillance. 

La méthode n'est pas applicable aux surfaces métalliques à finition diffuse et ne mesure pas la couleur. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

CIE 38:1977, Caractéristiques radiométriques et photométriques des matériaux et leur mesure 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
goniophotomètre normal 
goniophotomètre 
instrument permettant d'éclairer des éprouvettes sous des angles d'incidence choisis et de mesurer la lumière 
réfléchie dans des directions différentes 

3.2 
goniophotomètre simplifié 
goniophotomètre ayant un angle d'incidence fixe et des angles de visées fixes spécifiques sous lesquels la 
lumière réfléchie venant de l'éprouvette est mesurée 

NOTE L'instrument décrit dans la présente Norme internationale utilise un angle d'incidence de 30°, et des directions 
de mesurage de la lumière réfléchie de −30°, −30° ± 0,3°, −30° ± 2°, −30° ± 5° et −45°; cependant, certains appareils ne 
mesurent que sur un côté de l'angle de 30°. 

4 Principe 

4.1 L'aspect visuel d'une surface d'aluminium anodisé est caractérisé au moyen de six propriétés 
différentes (voir 4.2 à 4.7) de la lumière issue d'une source à faisceau étroit réfléchie sur la surface selon un 
angle d'incidence de 30°. 
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4.2 La réflectivité spéculaire, Rs, est mesurée sous un angle de 30° par rapport à la normale de l'éprouvette 
en utilisant des angles de champ étroits pour la source et le récepteur (largeur 0,50°, le maximum étant dans 
le plan de l'angle de réflexion). 

4.3 La netteté de l'image réfléchie, Ri, est déterminée à partir de mesurages de la réflectivité spéculaire 
légèrement décalés (R30 ± 0,3) obtenus à 29,7° et 30,3°, l'instrument intégrant la lumière reçue des deux 
ouvertures. 

4.4 Le voile à petit angle, Hn, est déterminé à partir des mesurages de réflectivité obtenus sous des angles 
de 28° ou 32° ou les deux, soit à 2° du faisceau spéculaire (R30 ± 2). 

4.5 Le voile à grand angle, Hw, est déterminé à partir des mesurages de réflectivité obtenus sous des 
angles de 25° ou 35° ou les deux, soit à 5° du faisceau spéculaire (R30 ± 5). 

4.6 La diffusion, Rd, est déterminée à partir d'un mesurage de réflectivité obtenu sous un angle de 45°, 
c'est-à-dire à 15° du faisceau spéculaire (R45). 

4.7 La directionnalité, Dh,, de la surface est obtenue à partir du rapport de deux mesurages du voile à petit 
angle, Hn, le premier pris pour une lumière incidente perpendiculaire au sens de la texture de la surface, le 
second pour une lumière incidente parallèle à la texture de la surface (c'est-à-dire sens de laminage, 
d'extrusion ou d'usinage). 

5 Appareillage 

5.1 Goniophotomètre normal ou goniophotomètre simplifié, voir Figures 1 et 2, réglable aux angles 
spécifiques de faisceau et de champ indiqués dans le Tableau 1. La régulation de tension de l'instrument doit 
être établie à ± 0,01 %. 

NOTE Des détails sur la fidélité et l'exactitude des goniophotomètres sont donnés dans l'Annexe A. 

Tableau 1 — Dimensions de l'image-miroir de la fente-source et des fenêtres du récepteur mesurées 
dans le même plan (voir Figures 1 et 2) 

Valeurs en degrés 

Paramètre Image-miroir 
de la fente-

source 

Fenêtre de 
mesure de la 

réflectivité 
spéculaire 

Fenêtre de 
mesure de la 

netteté 
d'image 
réfléchie 

Fenêtre de mesure du 
voile 

Fenêtre de 
mesure de la 

diffusion 

Angle au centre de la 
fenêtre 

(mesuré à partir de la 
perpendiculaire à la 

surface de 
l'éprouvette) 

30,0 ± 0,4 30,0 ± 0,4 
30,30 ± 0,04 

et 
29,70 ± 0,04 

28,0 ± 0,4 
et 

32,0 ± 0,4 

25,0 ± 0,4 
et 

35,0 ± 0,4 
45,0 ± 0,4 

Largeur (dans le plan 
de l'angle de 

réflexion) 
0,44 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0, 14 ± 0,01 0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 2,0 ± 0,2 

Longueur 
(perpendiculairement 
au plan de l'angle de 

réflexion) 

5,0 ± 1,0 3,0 ± 1,0 3,0 ± 1,0 3,0 ± 1,0 3,0 ± 1,0 3,0 ± 1,0 
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Légende 
1 éprouvette 
2 filtre de densité neutre (pour les matériaux très spéculaires) 
3 lentille de l'objet source 
4 fente-source 
5 lentille du condenseur 
6 lampe 

a Réglage de l'axe de la source permettant d'obtenir une valeur maximale de pic (facultatif). 
b Réglage du système de détection permettant d'obtenir une valeur maximale de pic (facultatif). 

Figure 1 — Diagramme optique d'un goniophotomètre simplifié typique: géométrie générale de 
mesurage (les angles ne sont pas à l'échelle) 
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